
产品描述：

同轴探头在微波工程和射频测试中用于测量材料的电性能，例如介电常数、损耗角正切和电导率。它还用于表征微波组件的性能，例如滤波器、放大器和天线。探头由一根同轴电缆组成，其末端有一个小
的裸露导体，插入被测材料中。通过测量探头对微波信号的反射和传输来确定材料的电性能。

 

产品图：

 

 

产品参数：

 

模型： SF-PV1-H-H M7.0x44.5
材料： 铜合金
目前评级： 30A
接触电阻（初始）： ≤1mΩ
最大行程： ≥8.0mm
推荐工作旅行： 550g±20%(5mm)

 



 

包裹：

 



 

后勤：

 

样品订单由 DHL、UPS、FedEx、TNT、EMS 等运送

对于大批量订单交货，可以根据买方货代或我们的货运代理选择 Exwork、FOB、CNF、CIF 空运或海运条款



 

工厂展示：

 







 


